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In-situ nanomechanical instruments

10 February 2022 2Innovation with Integrity

Hysitron PI 89
SEM PicoIndenter®

Hysitron PI 85E
SEM PicoIndenter

Hysitron PI 80
SEM PicoIndenter

Hysitron PI 95
TEM PicoIndenter

Hysitron IntraSpect 90
(Raman/光学顕微鏡)

Hysitron BioSoft In-Situ Indenter
(倒立顕微鏡)
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Hysitron PI 89 SEM PicoIndenter
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サンプルステージ

トランスデューサー
(荷重および変位を制御・検出)

圧子
(ユーザーで交換可能)

サンプル
(複数搭載可能)

▪ 自在性と剛性を兼ね備えたモジュール
式プラットフォーム

▪ スライド式のステージのため、圧子と
サンプルまでの距離を簡単に調整可能

▪ エンコード式ステージ（分解能1nm）
を搭載

▪ 大きなサンプルと複数のサンプルをサ
ポート

▪ 高負荷(3.5N)・大変位(150um)に対応

▪ 特許取得済のローテーション＆チルト
（RT）ステージを用いて、イメージ
ング用の電子カラム、ミリング用の
FIBカラム、EDS, EBSD, TKDなどの検
出器との併用が可能
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Hysitron PI 85E / PI 85ExR SEM PicoIndenter
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PI 85E

▪ 薄型設計のため、チャンバーサイズの小
さなSEM、ラマン顕微鏡、ビームライン
などに対応

▪ インデンテーション、圧縮、曲げ、引張、
疲労などさまざまな試験モードに対応

▪ 硬さ、弾性率、降伏強度、破壊靭性、ク
リープ、応力緩和などを評価

▪ PI 85E：最大荷重10 mN、最大変位5 μm

▪ PI 85ExR：最大荷重250 mN、最大変位
100 μm

▪ TriboiQ(表計算ソフトをベースとした解析
ソフト)が使用可能

▪ 400℃加熱などのオプションに対応
PI 85ExR

サンプルステージ

圧子 トランスデューサー
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Hysitron PI 80 SEM PicoIndenter
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▪ In-situ SEMナノ力学試験装置のエント
リーモデル

▪ コンパクト薄型設計：チャンバーサイズ
の小さなSEMに対応

▪ コンパクトながら、インデンテーション、
圧縮、曲げ、引張、疲労などさまざまな
試験モードが可能

▪ 硬さ、弾性率、降伏強度、破壊靭性、ク
リープ、応力緩和などを評価

▪ 最大荷重10 mN / 30mN、最大変位5 μm

▪ 400℃加熱などのオプションに対応

サンプルステージ

圧子 トランスデューサー
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In-Situ Testing Techniques
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Tension

Fatigue

Tribology

BendNanoindentation/
Property mapping 

Compression
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Hysitron PI 89 SEM PicoIndenter
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Hysitron PI 89 SEM PicoIndenter - Rotation and Tilt Stage 

May 31, 2021 8

試料の傾斜・回転調整が可能なブルカーの特許技術

A

B

Innovation with Integrity
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Rotation and Tilt Stage – Configuration A

May 31, 2021 9

A

二相鋼のインデンテーションとEBSD mapping

• X, Y, Z, Rotation, Tiltの5軸調整が可能

粒子の圧縮試験と圧縮後の粒子のFIB加工の様子

イメージング用電子カラム、ミリング用FIBカラム、EDS, BSE, EBSDなどの検出器をシームレスに利用

Innovation with Integrity
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Rotation and Tilt Stage – Configuration B

May 31, 2021 10

• X, Y, Z, Rotation, Tiltの5軸調整が可能

方解石における圧痕の異方性挙動
(Courtesy; Prof. Shefford P. Baker, Cornell) 

イメージング用電子カラム、EDS, BSE, EBSDなどの検出器を利用、試料のスピンドルモードによる回転

B

Rotation（スピンドル回転）
ピラーを回転させ、複数の側面を観察

Tilt

5 um 5 um

5 um

Innovation with Integrity
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Options and Upgrades with PI 89 

May 31, 2021 11

▪ ナノトライボロジー (スクラッチ)

▪ 800oC加熱

▪ 硬さ・弾性率高速マッピング

▪ SPMイメージング

▪ 電気特性評価

▪ 引張試験（直接、Push to Pull）

▪ 動的試験

▪ EBSD、TKD、STEMとの組み合わせ

Innovation with Integrity
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表計算ソフトベースの解析ソフト Tribo iQ

✓ ナノインデンテーション解析

✓ 粒子圧縮試験

✓ ピラー圧縮試験

✓ XPM –高速ナノインデンテーションマッピング

✓ 直接引張試験: Dog-bone sample 

✓ Push to Pullデバイスによる引張試験

May 31, 2021 12Innovation with Integrity



Thank you!

ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部

Info-nano.BNS.JP@bruker.com

https://www.bruker-nano.jp/
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